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一、个人申报
（一）基本情况【围绕《浙江工程师学院（浙江大学工程师学院）工程类专业学位研究生工

程师职称评审参考指标》，结合该专业类别(领域)工程师职称评审相关标准，举例说明】

1.对本专业基础理论知识和专业技术知识掌握情况

作为一名光学工程师，我在干涉检测、波前误差检测和软件设计方面具有深厚的理论知识和

专业技术知识。我对光学干涉原理有着全面的理解，能够熟练地运用干涉技术进行精密测量

和分析。在波前误差检测方面，我熟悉各种波前传感器的工作原理和应用场景，能够准确地

评估和校正波前误差，确保光学系统的高精度和高质量。此外，我具备扎实的软件设计能力

，能够开发出符合实际需求的光学检测软件，提高检测效率和准确性。通过对本专业理论知

识和专业技术知识的深入学习和实践，我能够在光学检测领域中胜任各种复杂的任务，并不

断为行业发展和技术创新做出贡献。

2.工程实践的经历

我积极参与了实践工程项目，在干涉检测、波前误差检测和软件设计等领域有丰富的工程实

践经验。

在干涉检测方面，我曾参与了一干涉仪的搭建及软件编写。我负责设计和搭建干涉仪系统，

利用干涉技术对光学元件表面进行高精度的形貌测量和表面质量评估。通过调试系统参数和

优化测量方法，我成功实现了对光学元件微小表面缺陷的检测和定量分析，为产品质量控制

提供了可靠的技术支持。在软件设计方面，我参与了一项光学检测数据处理软件的开发工作

。我负责需求分析、架构设计和编码实现，设计了一套高效、稳定的数据处理算法和用户界

面。通过与团队合作和用户反馈，我不断改进和优化软件功能，提升了用户体验和产品性能

。

通过这些工程实践经历，我不仅深入理解了光学检测技术的原理和应用，还积累了丰富的项

目管理和团队合作经验，为我未来的工作提供了坚实的基础

3.在实际工作中综合运用所学知识解决复杂工程问题的案例（不少于1000字）

随着航天、军事、天文、能源等领域的不断发展，越来越多的领域对米级口径光学元件的需

求在不断增长。在惯性约束核聚变系统、大型天文望远镜、光刻机投影物镜等大型科学装置

中对于米级口径光学元件的需求通常是数以千计的。我国的神光Ⅲ装置需要3000余件大口径

光学元件；我国研制的光纤光谱望远镜LAMOST中的光学元件的口径达到了1m。米级口径光学

元件生产成本高、难度大，其精度将直接决定大型科学装置的性能，因此对米级口径光学元

件的质量要求也越来越高，进而对米级口径光学元件高精度检测的需求也在不断增加。通常

来说光学元件表面质量的高精密检测是通过干涉仪来实现的。虽然说目前的光学制造业可以

跟上大型科学装置米级口径光学元件的需求，但是由于国外的技术封锁，我国的精密干涉检

测的水平相较于国外是十分落后的。米级口径干涉仪存在着干涉腔长度长、相机像素数多、

空间分辨率低等特点。与小口径干涉仪相比，米级口径干涉仪存在以下三个明显问题：1) 

米级口径干涉仪的干涉腔更长，更容易受到环境（振动和气流）的影响，导致移相失步，并

且长干涉腔长会放大移相失步误差；2) 

米级口径干涉仪的相机像素数多，计算干涉图得到波前误差所需的数据处理时间更长；3) 

米级口径干涉仪的空间分辨率低，所能测得的频段范围小，小口径的干涉仪的高频噪声会等

效到大口径干涉仪的中频噪声。为了解决米级口径对干涉仪带来的影响，实践中的主要工作

如下:

1、针对米级口径干涉仪容易受到环境影响的问题，实践中采取了波长移相方式移相，提出

了移相失步校正算法，可以解决由腔长估计不准确带来的移相失步误差。对于光源不稳定性

引入的移相失步，采取了先进迭代算法(AIA)进行相位解调，并且对AIA算法对空气扰动的兼

容性作了分析。

2、针对米级口径干涉仪因为相机像素数多导致的解调时间长的问题，实践中改进了AIA算法
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，通过将大像素尺寸的干涉图降采样为小像素尺寸干涉图预先迭代出移相量，再利用移相量

对大像素尺寸干涉图进行最小二乘法解调，极大程度减少了大像素尺寸干涉图的相位解调时

间。

3、针对米级口径干涉仪存在的中频相干噪声，实践中提出了神经网络中频波前误差去噪算

法，通过将波前误差频域分离成低频、中频和高频，再单独对中频波前误差进行神经网络处

理。使用该方法可以最大程度上保留有用信息，并对点衍射相干噪声进行去除。

最后实践中设计了一套米级口径波前检测系统软件，并对Φ100mm口径的平面和Φ800mm口径

的空腔进行了检测实验，对Φ600mm的空腔进行了神经网络中频误差去噪实验，验证了方法

的可行性。
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（二）取得的业绩（代表作）【限填3项，须提交证明原件（包括发表的论文、出版的著作、专利

证书、获奖证书、科技项目立项文件或合同、企业证明等）供核实，并提供复印件一份】

1. 
公开成果代表作【论文发表、专利成果、软件著作权、标准规范与行业工法制定、著作编写、科技

成果获奖、学位论文等】

成果名称

成果类别 

[含论文、授权专利（含

发明专利申请）、软件著

作权、标准、工法、著作

、获奖、学位论文等]

发表时间/

授权或申

请时间等

刊物名称

/专利授权

或申请号等

本人

排名/

总人

数

备注

一种消除中频相干噪声

的米级平面元件面形检

测装置及方法

发明专利申请
2023年04

月04日

申请号：20

2211409506

.9

2/5
学生一作

，已公开

      

      

2.其他代表作【主持或参与的课题研究项目、科技成果应用转化推广、企业技术难题解决方案、自

主研发设计的产品或样机、技术报告、设计图纸、软课题研究报告、可行性研究报告、规划设计方

案、施工或调试报告、工程实验、技术培训教材、推动行业发展中发挥的作用及取得的经济社会效

益等】

 









(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 202211409506.9

(22)申请日 2022.11.11

(71)申请人 浙江大学

地址 310058 浙江省杭州市西湖区余杭塘

路866号

(72)发明人 刘东　骆维舟　徐兆锐　彭韶婧　

李欣明　

(74)专利代理机构 杭州天勤知识产权代理有限

公司 33224

专利代理师 彭剑

(51)Int.Cl.

G01B 11/24(2006.01)

 

(54)发明名称

一种消除中频相干噪声的米级平面元件面

形检测装置及方法

(57)摘要

本发明公开了一种消除中频相干噪声的米

级平面元件面形检测装置及方法，其中，检测方

法包括：(1)通过电动五维调整架调整大口径元

件夹持的角度，得到对焦清晰且条纹对比度良好

的干涉图；(2)通过调节激光器控制器电压，使得

可调谐激光器波长改变，从而实现波长移相，利

用测量相机分时采集获得一组移相干涉图；(3)

对移相干涉图依次进行孔径选取、随机步长移相

算法解调面形、神经网络方法解包裹相位、像差

拟合去除倾斜，得到面形图φ(x,y)，并对面形图

φ(x,y)进行系统误差去除；(4)利用卷积神经网

络进行处理，消除中频相干噪声得到φdn(x,y)。

利用本发明，可以有效且高精度的对米级平面元

件中频面形进行测量。
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